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AGH  BADAWEZA

Niskotemperaturowy skaningowy mikroskop
tunelowy

Opis techniczny:

Skaningowy mikroskop tunelowy nalezy do rodziny mikroskopéw
prébkujacych (SPM) i umozliwia badanie powierzchni z atomowa
rozdzielczoscia. Dziata w oparciu o kwantowe zjawisko tunelowania
elektronow przez bariere, ktére w mechanice klasycznej nie mogtyby jej
pokonac¢. Sonde (w postaci ekstremalnie ostrego, metalowego ostrza) zbliza
sie do przewodzacej prébki na odlegtos¢ rzedu kilku angstremow. W tych
warunkach system rejestruje prad tunelowy, ktory zalezy od odlegtosci
miedzy ostrzem i prébka oraz lokalnej gestosci stanéw (LDOS) w okolicy
energii Fermiego. Skanujac punkt po punkcie i i linia po linii uzyskuje sie
dwuwymiarowy obraz badanej powierzchni. Obrazu tego przewaznie nie
mozna bezposrednio interpretowac jako topografii; wymaga on glebszej
analizy potaczonej czesto z dodatkowymi metodami pomiarowych i/lub
symulacjami numerycznymi. Rozszerzeniem mozliwosci tego mikroskopu jest
rowniez mozliwos¢ przeprowadzania pomiaréw spektroskopowych (STS).
Umozliwiajg one uzyskanie informacje o lokalnej strukturze elektronowej
prébki, obsadzonych i nieobsadzonych stanéw w poblizu energii Fermiego.
Wszystkie wymienione pomiary mozna wykonac¢ w szerokim zakresie
temperatur, patrz: ,mozliwosci pomiarowe”. Rozszerzenie systemu



prézniowego mikroskopu STM stanowi komora przygotowawcza probek w
standardzie UHV.

Nazwa handlowa: PanScan Freedom 7K STM Subsystem

Wiecej szczegolow: /equipment/niskotemperaturowy-mikroskop-tunelowy/
Rodzaj dostepu: Zewnetrzna

Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy

Osoba kontaktowa: Trembulowicz Artur

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/
artur-trembulowicz-10005.html

Jednostka odpowiedzialna: Akademickie Centrum Materiatéw i
Nanotechnologii

Grupa / laboratorium / zespol: Zaktad Efektow Kwantowych w
Nanostrukturach

Data ostatniej aktualizacji: 28 listopada 2024 11:00
Rok wprowadzenia do uzytkowania: 2011
Obszary badawcze IDUB:

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiatow i
przysztosciowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejscie
laczace inzynierie materialowa z chemia, fizykg, matematyka i medycyna

Mozliwosci badawcze:

Obrazowanie 'topografii' powierzchni przewodzacych préobek z
rozdzielczoscig atomowa.

Wyznaczanie charakterystyk pradowo-napieciowych (I-V, dI/dV)
Mozliwosci pomiarowe:
Zgrubne pozycjonowanie XYZ: 4 mm x 4 mm x 8 mm

Obszar skanowania: (XY): 6.0 pm x 6.0 pm (@ 300K) 1.5 ym x 1.5 pm (@
10K)

Rozdzielczo$¢ skanowania: atomowa

Minimalny dryft termiczny: 0.2 A/h (XY) oraz (0.2 A/dobe (Z)
Temperatura probki: od 10 K (He) do 400 K

Maksymalny rozmiar probki: 10 mm x 10 mm

Warunki udostepniania infrastruktury:


file:///equipment/niskotemperaturowy-mikroskop-tunelowy/
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Aparatura udostepniania na zasadach wynikajacych z Regulaminu
Korzystania z Infrastruktury Badawczej ACMIiN.(https://acmin.agh.edu.pl/
acmin/dokumenty/)
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